Monochromatyczna, spolaryzowana liniowo
fala elektromagnetyczna
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fale elektromagnetyczne
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Interferencja swiatta (interferometr Younga)
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Interferencja swiatta

=1 +1,+2 I1I2<COS(A¢))>:I1+I2+27/ Illzcos(Ago)

v— stopien spojnosci (koherencji):

gdy Ap = const, Yy = 1 — fale spojne

gdy A # const, y < 1 — fale cz¢sciowo spojne
lub v = 0 fale niespdjne

A1

A1+A2

Ap=0+2mm (m=1,2,3...) Ap = 1+ 2mtm (m=1,2,3...)



Czastki uwalniane z metalu pod wplywem promieniowania niosq
ujemny fadunek

AV AV AV AV
i AVAVAV. V|
NANAAAN |+

4

W 1900 Lenart zmierzyl e/m
tych ujemnych czgstek i
zidentyfikowal je jako elektrony.

Ujemnie naladowany Dodatnio naladowany
elektroskop rozladowuje sie. elektroskop nie rozladowuje sie.



Katoda metalowa
i (np. Zn)

Zjawisko fotoelektryczne
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Zjawisko fotoelektryczne
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Interferencja fotonow
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Doswiadczalne potwierdzenie
falowej natury elektronu

tarcza
(sproszkowany glin)

dyfrakcja promieni X dyfrakcja elektronow



Zjawisko tunelowe

energia
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Mikroskopia tunelowa
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Mikroskop sit atomowych

S cantilever




